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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT -

Part 23: Sectional specification — Fixed metallized polyethylene
naphthalate film dielectric surface mount d.c. capacitors

FORFWORD

1) The Ipternational Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization, cmprising
all nptional electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IECy\s) to |promote
interrjational co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this ¢nd and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications,
Techpical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter sreferred to |as “IEC
Publipation(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested
in thp subject dealt with may participate in this preparatory work. International,"-governmental gnd non-
govefnmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaboratep closely
with fthe International Organization for Standardization (ISO) in accordance ‘With conditions deterrmined by
agregment between the two organizations.

2) The fprmal decisions or agreements of IEC on technical matters express,‘“aswmnearly as possible, an international
consg¢nsus of opinion on the relevant subjects since each technical-committee has representation|from all
intergsted IEC National Committees.

3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC|National
Comipittees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be held responsibleMor the way in which they are used on for any
misinterpretation by any end user.

4) In orfper to promote international uniformity, IEC Natienal Committees undertake to apply IEC Puljlications
transparently to the maximum extent possible in>stheir national and regional publications. Any diyergence
betwgen any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in
the Igtter.

5) IEC itself does not provide any attestation 6f‘conformity. Independent certification bodies provide conformity
asseg$sment services and, in some areas,\dccess to IEC marks of conformity. IEC is not responsibl¢ for any
serviges carried out by independent certification bodies.

6) All uders should ensure that they have-the latest edition of this publication.

7) No ligbility shall attach to IEC orits directors, employees, servants or agents including individual exgerts and
membpers of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property ddmage or
other] damage of any nature“whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal feges) and
expefpses arising out of \the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publigations.

8) Attention is drawn+to~the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publidations is
indispensable for'the correct application of this publication.

9) Attention is«drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the spubject of
pater|t righits,;NEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International_Standard |EC 60384-23 has heen prepared by |IEC technical committee 40:
Capacitors and resistors for electronic equipment.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 2005 and constitutes a
technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous
edition:

a) Revised all parts of the document based on the ISO/IEC Directives, Part 2:2011 (sixth
edition) and harmonization between other similar kinds of documents.

b) Revised tables and Clause 4 so as to prevent duplications and contradictions.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
40/2349/FDIS 40/2376/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The lis{of attpartsof the TEC 60384 Series, under the (Mew) generar titte Fixed tapacitors for
use in ¢lectronic equipment, can be found on the IEC web site.

The committee has decided that the contents of this publication will remain @nchanged until
the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data
related|to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed,

* withdrawn,

* replaced by a revised edition, or
+ ameg¢nded.
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FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT -

Part 23: Sectional specification — Fixed metallized polyethylene
naphthalate film dielectric surface mount d.c. capacitors

1 General

1.1

This pgrt of IEC 60384 is applicable to fixed surface mount capacitors for direct curre
metallized electrodes and polyethylene naphthalate dielectric for use in electronic-equ
These fapacitors have metallized connecting pads or soldering strips and arée-intende

nt, with
pment.
d to be

mountgd directly onto substrates for hybrid circuits or onto printed boards. , These capacitors

may have "self-healing properties" depending on conditions of useqn.They are p

rimarily

intenddd for applications where the a.c. component is small with respectto the rated vqltage.

Capacifors for radio interference suppression are not included, they are cove
IEC 60884-14.

1.2 bject

red by

The object of this standard is to prescribe preferred.ratings and characteristics and tq select

from IEC 60384-1, the appropriate quality assessment procedures, tests and me
methods and to give general performance requirements for this type of capacito
severiti
specifigation shall be of equal or higher performance level, lower performance levels
permitted.

1.3 Normative references

The following documents, in whaole or in part, are normatively referenced in this docum

asuring
r. Test

s and requirements prescribed in detail specifications referring to this sectional

are not

ent and

are indjspensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For
undatefl references, the\\atest edition of the referenced document (including any

amendiments) applies.
IEC 60062, Marking codes for resistors and capacitors

IEC 60063, <Preferred number series for resistors and capacitors

IEC 60068-1:2013, Environmental testing — Part 1: General and guidance

IEC 60384-1:2008, Fixed capacitors for use in electronic equipment — Part 1: Generic

specification

IEC 61193-2:2007, Quality assessment systems — Part 2: Selection and use of sampling

plans for inspection of electronic components and packages
ISO 3, Preferred numbers — Series of preferred numbers

1.4 Information to be given in a detail specification
1.4.1 General

Detail specifications shall be derived from the relevant blank detail specification.
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Detail specifications shall not specify requirements inferior to those of the generic, sectional
or blank detail specification. When more severe requirements are included, they shall be
listed in 1.9 of the detail specification and indicated in the test schedules, for example by an
asterisk.

The information given in 1.4.2 may, for convenience, be presented in tabular form.
The following information shall be given in each detail specification and the values quoted

shall preferably be selected from those given in the appropriate clause of this sectional
specification.

1.4.2 Outline drawing and dimensions

There ghall be an illustration of the capacitor as an aid to easy recognition and for comparison
of the|capacitor with others. Dimensions and their associated tolerances,~which affect
interch@ingeability and mounting, shall be given in the detail specification. All dimensions shall
preferaply be stated in millimetres, however, when the original dimensions are given in|inches,
the converted metric dimensions in millimetres shall be added.

The numerical values of the body shall be given as follows:

— width, length and height.

The numerical values of the terminals shall be given as follows:
— width, length and spacing.

When njecessary, for example when a number of items (sizes and capacitance/voltage tanges)
is covefred by a detail specification, the dimensigns and their associated tolerances ghall be
placed fin a table below the drawing.

When the configuration is other than desgribed above, the detail specification shall staje such
dimens|onal information as will adequately describe the capacitor.

1.4.3 Mounting

The dejail specification shall'give guidance on methods of mounting for normal use. Mpunting
for testland measurementipurposes (when required) shall be in accordance with 4.1.

1.4.4 Ratings and characteristics

1.4.4.1 General

specifigation, together with the following.

The racrings and characteristics shall be in accordance with the relevant clauses |of this

1.4.4.2 Nominal capacitance range

See 2.2.1.

When products approved to the detail specification have different nominal capacitance ranges,
the following statement should be added: "The nominal capacitance range available in each
voltage range is given on the IEC online service, www.iecq.org/certificates."

1.4.4.3 Particular characteristics

Additional characteristics may be listed, when they are considered necessary to specify
adequately the component for design and application purposes.


http://www.iecq.org/certificates
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1.4.4.4

The detail specification shall

applica

1.4.5

Soldering

ble for the solderability and the resistance to soldering heat tests.

Marking

prescribe the test methods, severities and requirements

The detail specification shall specify the content of the marking on the capacitor and on the

packag

ing. Deviations from 1.6 shall be specifically stated.

1.5 Terms and definitions

For thd

well as

1.5.1

performance grade 1 capacitors

<long-I

parame

1.5.2

performance grade 2 capacitors

pUTPOSES of this document, the terms and definitions given in IEC 60384-1,2
the following apply.

D08, as

fe> capacitors for long-life applications with stringent requirements for the electrical

ters

<generpl purpose> capacitors for general application where\the stringent requireme
grade 1 capacitors are not necessary

1.5.3

performance grade 3 capacitors

<low temperature, miniature type> miniature type,capacitors having a rated temperatur
°C and|for which less stringent requirements than for grade 2 capacitors are acceptable
1.6 Marking

1.6.1 General

See IEC 60384-1:2008, 2.4, with\the following details.

1.6.2 Information for marking

The infprmation givensin the marking is normally selected from the following list. The
importgnce of eachsitem is indicated by its position in the list:

a) nonpinal capacitance (in clear or code according to IEC 60062);

b) rated voltage (d.c. voltage may be indicated by the symbol =——— or —);

c) tolekance on nominal capacitance:

nts for

e of 85

relative

category voltage;
year and month (or week) of manufacture;

f) manufacturer's name or trade mark;

g) climatic category;

h) manufacturer's type designation;

i) reference to the detail specification.

NOTE In item b) the first symbol has been taken from IEC 60417-5031:2002-10, symbol for "Direct current".

1.6.3

Marking on capacitors

Marking on capacitors is made when necessary.
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Any marking shall be legible and not easily smeared or removed by rubbing with a finger.

1.6.4 Marking on packaging

The packaging containing capacitors should be clearly marked with all the information listed in
1.6.2 as necessary.

2 Preferred ratings and characteristics

2.1 Preferred characteristics

The values given in detall specliications shdll prererably De selecled Trom tne 1o0lowing

21.1 Preferred climatic categories

The syrface mount capacitors covered by this specification are classified into ¢limatic
categofies according to the general rules given in IEC 60068-1:2013, AnpexA.

The lower and upper category temperatures and the duration of thécdamp heat, steady state
test shall be chosen from the following:

Lower ¢ategory temperature: -55 °C, —40 °C and -25 °C.
Upper ¢ategory temperature: +85 °C (only grade 3); +100,°C, +125 °C and +155 °C.

Duration of the damp heat, steady state test: 4, 10, 21"and 56 days.

With cgntinuous operation at 125 °C in excess afthe endurance test time, accelerated|ageing
has to be considered (see detail specification).

The seyerities for the cold and dry heat tests are the lower and upper category temperatures
respecfively.

2.2 Preferred values of ratings
2.2.1 Nominal capacitance (Cy)

Preferrgd values of nominal capacitance shall be taken from the E6 series of IEC 60063:
1,0-1|5-2,2-3.3—-, 4,7 and 6,8 and their decimal multiples (x 10", n: integer).

If other|values. are required they shall preferably be chosen from the E12 series.

2.2.2 —Toteranceonmmomimalcapacitance

The preferred tolerances on the nominal capacitance are +5 %, +10 % and +20 %.

2.2.3 Rated voltage (Ug)

The preferred values of rated voltage taken from R 10 series of ISO 3 are:
1,0-1,6-2,5-4,0-5,0-6,3 and their decimal multiples (x 10", n: integer).

The sum of the d.c. voltage and the peak a.c. voltage applied to the capacitor should not
exceed the rated voltage.

The value of the peak a.c. voltage should not exceed the percentages of the rated voltage at
the frequencies stated in Table 1, unless otherwise specified in the detail specification.
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Table 1 — Percentage limit of the rated voltage at a.c. voltage frequency

- 11 -

AC voltage frequency Percentage limit of the rated voltage
Hz %
50 20
100 15
1000 3
10 000 1
2.2.4 Category voltage (U¢)
The category voltage for Grade 1 and Grade 2 capacitors is:
— for ipper category temperature 125 °C: 0,8 Ug;
— for ipper category temperature 155 °C: 0,5 Ug;
and for|Grade 3 capacitors is:
— for ipper category temperature 100 °C: 0,8 Ug;
— for ipper category temperature 125 °C: 0,5 Ug.
2.2.5 Rated temperature
Grade || and Grade 2 capacitors:
the |standard value of rated temperature is 100 <C.
Grade B capacitors:

the

standard value of rated temperature’is 85 °C.

3 Quality assessment procedures

3.1 Primary stage of manufacture

The primary stage of manufacture is the winding of the capacitor element or the eqdivalent
operatipn.

3.2  $tructurally similar components

Capacifors(considered as being structurally similar are capacitors produced with [similar
proces$es’and materials, though they may be of different case sizes and capacitance and
voltagelvatues-

3.3 Certified test records of released lots

The information required in IEC 60384-1:2008, Q.9 shall be made available when prescribed
in the detail specification and when requested by a purchaser. After the endurance test the
required parameters are the capacitance, tan 6 and the insulation resistance.

3.4 Qualification approval procedures
3.4.1 General

The procedures for qualification approval testing are given in IEC 60384-1:2008, Q.5.
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The schedule to be used for qualification approval testing on the basis of lot-by-lot and
periodic tests is given in 3.5. The procedure using a fixed sample size schedule is given in
3.4.2 below.

3.4.2 Qualification approval on the basis of the fixed sample size procedure
3.4.21 Sampling

The fixed sample size procedure is described in IEC 60384-1:2008, Q.5.3, list item b). The
sample shall be representative of the range of capacitors for which approval is sought. The
sample may be the whole or part of the range given in the detail specification.

The sample shall consist of four specimens having the maximum and minimum rated, vgltages,
and, fof these voltages, the maximum and minimum capacitances. When there arenmofre than
four rafed voltages an intermediate voltage shall also be tested. Thus, for the approval of a
range, |testing is required of either four or six values (capacitance/voltage,combinations).
When the range consists of less than four values, the number of specimens‘to’be tested shall
be that|required for four values.

Spare g$pecimens are permitted as follows:

Two (fqr six values) or three (for four values) per value which\may be used as replacements
for spgcimens which are non-conforming because of ipcidents not attributable |to the
manufgcturer.

The numbers given in Group 0 assume that all groups are applicable. If this is not{so the
numbefs may be reduced accordingly.

When pdditional groups are introduced intovthe qualification approval test scheddle, the
numbef of specimens required for Group.8ishall be increased by the same number fas that
requirefl for the additional groups.

Table 4 gives the number of samplés to be tested for each group with the permissible humber
of non-ponforming items for qualification approval tests.

3.4.2.2 Tests

The complete series of fests specified in Table 2 and Table 3 are required for the appfoval of
capacitprs covered.by-one detail specification. The tests of each group shall be carried out in
the ordpr given.

The whole sample shall be subjected to the tests of Group 0 and then divided for the other
groups

Non-conforming specimens found during the tests of Group 0 shall not be used for the other
groups.

Approval is granted when the number of non-conforming items is zero.

Table 2 and Table 3 together form the fixed sample size test schedule for the qualification
approval on the basis of the fixed sample size procedure.

Table 2 gives the number of the samples and permissible non-conforming items for each test
and test group.

Table 3 gives a summary of the test conditions and performance requirements, and choices of
the test conditions and performance requirements in the detail specification.
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The test conditions and performance requirements for the qualification approval on the basis
of the fixed sample size procedure should be identical to those for quality conformance
inspections given in the detail specification.

Table 2 — Test and sampling plan for qualification approval
Assessment level EZ

Test Subclause Number of Permissible
of this specimens number of
G'r‘lc::p publication . non-conforming
n items
c
Visual examination 4.2
Dimensions 4.2
Capacitance 4.3.2 144 0
Tangent of loss angle 4.3.3
0 Voltage proof 4.3.1
Insulation resistance 4.3.4
Spare specimens 12
Resistance to soldering heat 4.6 12 0
A Component solvent resistance ° 4.33
Solderability 4.7 12 Qg
18 Solvent resistance of the marking ® 4.14
2 Substrate bending test 4.5 12 0
Mounting 4.1
Visual examination 4.2.1
3 Capacitance 4.3.2 108 ¥
Tangent of loss angle 4.3.3
Insulation resistance 4.3.4
Shear test 4.4
3.1] |Rapid change of(temperature 4.8 24 0
Climatic sequence 4.9
3.2 |Damp héat, steady state 4.10 24 0
3.3 |Endurance 4.1 36 0
3.4 |Charge and discharge 4.12 24 0

a8 Capacitance/voltage combinations, see 3.4.2.
If required by the detail specification.

Specimens found defective after mounting shall not be taken into account when calculating the permissible
non-conforming items for the following tests. They shall be replaced by spare parts.
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Table 3 — Test schedule for qualification approval (7 of 6)

Subclause number D Conditions of test? and Number of Performance
and test?, inspection items measurements specimens (n) requirements?
or and number of
ND permissible non-
conforming
b :
items (¢)
Group 0 ND See Table 2
4.2.2 Visual examination As in 4.2.2 As in4.2.3
4.2 Dimensions (detail) See detail specification
4.3.2 apacttance AS T 4737272 Whthimspectifted tolerance
4.3.3 Tangent of loss angle As in 4.3.3.2 As in 4.3:3.3
4.3.1 oltage proof Asin 4.3.1.2 and 4.3.1.3 As in‘'4.371.4
4.3.4 Insulation resistance As in 4.3.4.2 As,in 4.3.4.3
Group 11 D See Table 2
4.6 esistance to As in 4.6.3
qoldering heat

4.6.2 Ipitial inspections As in 4.6.2

apacitance
4.6.4 Recovery As in 4.6.4
4.6.5 Final inspections

isual examination As in 4.6.5 As in 4.6.5

apacitance |ac/c| <3 % [for Grade 1 and

Grade 2
<5 % [for Grade 3
of the value njeasured in 4.6.2

4.13 omponent solvent As in-4:13 As in 4.13

resistance © ©

Method 2
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Table 3 (2 of 6)

Subclause number D Conditions of test? and Number of Performance
and test?, inspection items measurements specimens (n) requirements?
or and number of
ND permissible non-
conforming
b :
items (¢)

Group 1B D See Table 2
4.7 Solderability As in 4.7.2
4.7.3 Final inspections As in4.7.3 As in 4.7.3

isual examination
4.14 $olvent resistance of As in 4.14 Legible markipg

th king © €

e marking Method 1 AS 4.4
Group 2 D See Table 2
4.5 $ubstrate bending See IEC 60384-1:2008,4.35

test

4.5.2 Ipitial inspections As in 4.5.2

apacitance
4.5. Final inspections Asin 4.2.2 No visible damage

isual examination

apacitance As in 4.3.2.2 |ac/c| <2 4 for Grade 1 and

Grade 2
<5 9% for Grade 3
of the value njeasured in
4.5.2.

Group 3 D See Table 2
4.1 Mounting Substrate'material: ...d

4.2.2 Final inspections
isual examination

apacitance

Tangent of loss angle

Insulation resistance

As.in-4.2.2

As in 4.3.2.2

As in 4.3.3.2

As in 4.3.4.2

See detail spe

lac/cl <2 %
measured in 4

See detail spe

See detail spe

cification

of value
.3.2.

cification.

cification.
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Subclause number D Conditions of test? and Number of Performance
and test?, inspection items measurements specimens (n) requirements?
or and number of
ND permissible non-
conforming
e items (¢)
Group 3.1 D See Table 2
4.4 Shear test As in 4.4
4.8 Rapid change of
temperature As in 4.8.3
T, = Lower category temperature
Ty = Upper category temperature
4.8.2 Ipitial inspections
apacitance As in 4.8.2
Tangent of loss angle
4.8.4 Final inspections Asin 4.2.2 No visible darmpage
isual examination
apacitance As in 4.3.2.2 See detail specification
Tangent of loss angle As in 4.3.3.2 See detail spgcification
4.9 limatic sequence
4.9.2 Ipitial inspections
apacitance As in 4.9.2
Tangent of loss angle
4.9.3 Dry heat As in 4.9.3
Temperatureij upper category
temperature
Duration:+16 h
4.9.4 Damp heat, cyclic, As)in 4.9.4
Test Db, first cycle
4.9.5 old As in 4.9.5
Temperature: lower category
temperature
Duration: 2 h
4.9.6 Damp heat;Cyclic, As in 4.9.6
Test Db, remaining
dycles
4.9.7 Recovery ASn4.9.7
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Table 3 (4 of 6)

Subclause number D Conditions of test? and Number of Performance
and test?, inspection items measurements specimens (n) requirements®
or and number of
ND permissible non-
conforming
b :
items (¢)
4.9.8 Final inspections
Visual examination Asin 4.2.2 No visible damage
Legible marking
Capacitance Asin 4.3.2.2 |ac/c| <3 % for Grade 1and
Gradg 2
<5\% [for Grade 3
of the value nmeasured in 4.9.2
Tangent of loss
gngle:
4t 10 kHz for As in 4.3.3.4 Increase of tap &
N <0,002 5 for Grade 1
<0,004 for Grade 2
<0,007 for Grade 3
compared to yalues measured
in4.9.2
4t 1 kHz for As in 4.3.3.2 <0,003 for Grade 1
'\ > 1 uF <0,005 for Grade 2
<0,007 for Grade 3
compared to yalues measured
in4.9.2
Insulation resistance Asin4.3.4.2 >50 % of valups in 4.3.4.3 for
Grade 1 and Grade 2
>25 % of valups in 4.3.4.3 for
Grade 3
Group 3.1 D See Table 2
4.10 Damp heat, As in 4.10.3
qteady state
4.10.2 Ipitial inspections
apacitance As'in 4.10.2
Tangent of loss angle
4.10.4 Recovery As in 4.10.4
4.10.5 Final inspections Asin 4.2.2 No visible dampage
isual examimnation
apacitance As in 4.3.2.2 |ac/C| <7 % ffor Grade 1 and
Gradeg 2
<10 % for Grade 3
of-the values
measured in 4.10.2



https://iecnorm.com/api/?name=9c89a1147bcf2b3c28435e4f6b070b4e

- 18 —

Table 3 (5 of 6)

IEC 60384-23:2015 © IEC 2015

Subclause number D Conditions of test? and Number of Performance
and test?, inspection items measurements specimens (n) requirements®
or and number of
ND permissible non-
conforming
b :
items (¢)
Tangent of loss angle | D [As in 4.3.3.2 Increase of tan &
at 1 kHz
<0,005 for Grade 1 and
Grade 2
<0,007 for Grade 3
compared to values measured
in 4.10.2
Insulation resistance As in 4.3.4.2 >50 % of\valups in 4.3.4.3 for
Grade |1;and Grade 2
>251% of valups in 4.3.4.3 for
Grade 3
Group 3.] D See Table 2
4.11 Endurance As in 4.11.3
4.11.2 Ipitial inspections As in 4.11.2
apacitance
Tangent of loss angle
4.11.4 FKinal inspections As in 4.2.2 No visible damage
) L Legible marking
isual examination
apacitance As in 4.3.2.2 |ac/C| <5 %|for Grade 1
<8 %|for Grade 2 and
Gradg¢ 3 of the values
measlured in 4.11.2
Tangent of loss
gngle:
3t 10 kHz for As in 4.3'3.4 Increase of tap &:
N <0,003 for Grgde 1
<0,005 for Grade 2
<0,007 for Grade 3
compared to yalues measured
in4.11.2.
3t 1 kHz for As in 4.3.3.2 <0,002 for Grade 1
' > 1 uF <0,003 for Grade 2
<0,005 for Grade 3
compared to yalues measured
in4.11.2
Insulation resistance As in 4.3.4.2 >50 % of valups in 4.3.4.3 for
Grade 1 and Grade 2
>25-%ofvattes in 4.3.4.3 for
Grade 3
Group 3.4 D See Table 2
4.12 Charge and As in 4.12.3
discharge
4.12.2 Initial inspections As in 4.12.2

Capacitance

Tangent of loss angle
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Table 3 (6 of 6)

Subclause number D Conditions of test? and Number of Performance
and test?, inspection items measurements specimens (n) requirements?
or and number of
ND permissible non-
conforming
b .
items (¢)
4.12.4 Recovery As in4.12.4
4.12.5 Final inspections As in 4.3.2.2 |ac/c| <5 % for Grade 1
Capacitance <8 % for Grade 2
<10 % for Grade 3

of the values measured in
4.12.2

Tangent of loss Increase of tap ¢

gngle:

3t 10 kHz for As in 4.3.3.4 <0,003 for Grade 1

R <0/005 for Grade 2

£0,007 for Grade 3

3t 1 kHz for As in 4.3.3.2 <0,002 for Grade 1

N <0,003 for Grade 2
<0,005 for Grade 3
compared to yalues measured
in4.12.2

Insulation resistance As in 4.3.4.2 >50 % of valups in 4.3.4.3 for
Grade 1 and Grade 2
>25 % of valups in 4.3.4.3 for
Grade 3

2  Subcl
b In this

¢ This tg

use numbers of test and performance requirements‘refer to Clause 4.
table: D = destructive, ND = non-destructive.

st may be carried out on surface mount capacitors mounted on a substrate.

4 When|different substrate materials are used‘féfsthe individual groups of 3.1 to 3.4, the detail spdcification should
indicafe which substrate material is used in theigroups 3.1 to 3.4.

¢ If reqired.

3.5 Quality conformance inspection

3.51 Formation of inspection lots

3.5.11 Groups A and B inspection

These {ests shalkbe carried out on a lot-by-lot basis.

A manpfacturer may aggregate the current production into inspection lots subject|to the

following\safeguards:

a) the inspection lot shall consist of structurally similar capacitors (see 3.2);

b) the sample tested shall be representative of the values and dimensions contained in the
inspection lot:

in relation to their number;

— with a minimum of five of any one value.

c) if there are less than five of any one value in the sample the basis for the drawing of
samples shall be agreed between the manufacturer and a certification body (CB).

3.5.1.2

Group C inspection

These tests shall be carried out on a periodic basis.
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Samples shall be representative of the current production of the specified periods and shall
be divided into small, medium and large sizes. In order to cover the range of approvals in any
period, one voltage shall be tested from each group of sizes. In subsequent periods other
sizes and/or voltage ratings in production shall be tested with the aim of covering the whole
range.

3.5.2 Test schedule

The schedule for the lot-by-lot and periodic tests for quality conformance inspection is given
in the blank detail specification.

3.5.3 Delayed delivery

When Jccording to the procedures of IEC 60384-1:2008, Q.10 re-inspection has to.be made,
soldergbility and capacitance shall be checked as specified in Group A and Gfoup B
inspectjon.

3.54 Assessment levels

The assessment level EZ is stated in Table 4 and Table 5.

Table 4 — Lot-by-lot inspection

Inspection EZ

subgroup® ILa na A
AO 100 %°
A1 S-4 d 0
A2 S-3 d 0
B1 s-3 d 0
B2 S-3 d 0

a8 |IL =|inspection level
n =|sample size
¢ =|permissible number of non-¢onforming items
b The|content of the inspection.subgroup is described in Clause 2 of the blank detail specification.

¢ The| inspection shall bé performed after removal of non-conforming items by 100 % testing during the
marjufacturing proces$. The sampling level shall be established by the manufacturer, preferably accofding to
IEC|61193-2:2007, Annex A.

Whether the lot was accepted or not, all samples for sampling inspection shall be inspected in grder to
morfitor outgding quality level by non-conforming items per million (x10-5).

In chse gfietor more non-conforming items occur in a sample, this lot shall be rejected but all non-confforming
items shalbe counted for the calculation of quality level values.

Outgomgquatity tevetby mom=conformmingtemspermittion 10'“, vatuesshattbecatcutatedbyaccumulating

inspection data according to the method given in IEC 61193-2:2007, 6.2.
4 Number to be tested: Sample size shall be determined according to IEC 61193-2:2007, 4.3.2.
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Table 5 — Periodic tests

Inspection EZ

subgroup® P nd @
C1 3 12 0
C2 3 12 0
C3.1 6 27 0
C3.2 6 15 0
C3.3 3 15 0
€34 6 9 5

b The|content of the inspection subgroup is described in Clause 2 of the blank details specification.

periodicity in months
sample size
bermissible number of non-conforming items

4 Tept and measurement procedures

This cl

4.1

See IEC 60384-1:2008, 4.33.

4.2
421

See IEC 60384-1:2008, 4.4 with the feHowing details:

4.2.2

Visual

magnifijcation and lighting appropriate to the specimen under test and the qualit
requiref.

The opgrator should have available facilities for incident or transmitted illumination as
an appfopriate~measuring facility.

4.2.3

ause supplements the information given in IEC 60384+1:2008, Clause 4.

Mounting

VYisual examination and check of dimensions

General

Visual examination and check of dimensions

examination shalls:be carried out with suitable equipment with approximate

ly 10x
y level

well as

| Requirements

The capacitors shall be examined to verify that the materials, design, construction, physical
dimensions and workmanship are in accordance with the applicable requirements given in the
detail specification.

4.3
4.3.1

Electrical tests

Voltage proof

4.3.1.1 General

See 60384-1:2008, 4.6 with the following details:

4.3.1.2 Test circuit

Delete

the capacitor C,.
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The product of Ry and the nominal capacitance of the capacitor under test (Cy) shall be
smaller than or equal to 1 s and greater than 0,01 s.

R, includes the internal resistance of the power supply.
R, shall limit the discharge current to a value equal to or less than 1 A.

4.3.1.3 Test conditions

The voltages given in Table 6 shall be applied between terminals, the measuring points 1a) of
IEC 60384-1:2008, Table 3 for a period of 1 min for qualification approval testing and for a

period pf 1 s for the Inf-h\ll-lnf nlllnlify conformance fnefing

Table 6 — Test voltages

Measuring point Test voltage

Grade 1: 1,6 Ug
1a) Grade 2: 1,4 Uy
Grade 3: 1,4 Uy

4.3.1.4 Requirement

There ghall be no breakdown or flashover during the test:

NOTE The occurrence of self-healing breakdowns during thesapplication of the test voltages is allowed.
4.3.2 Capacitance
4.3.2.1 General

See IEC 60384-1:2008, 4.7 with the faollowing details:

4.3.2.2 Measuring conditions

The capacitance shall besmeasured at, or corrected to, a frequency of 1 000 Hz. For nominal
capacitpnce values >10\uF, 50 Hz to 120 Hz may be used.

The applied peak)Vvoltage at 1 000 Hz shall not exceed 3 % of the rated voltage, 3and the
applied| peak voltage at 50 Hz to 120 Hz shall not exceed 20 % of the rated voltage| with a
maximym of 400V (70 V r.m.s.)

4.3.2.3 Requirements

The capacitance shall be within the specified tolerance.

4.3.3 Tangent of loss angle (tan )
4.3.31 General

See 60384-1:2008, 4.8 with the following details:

4.3.3.2 Measuring conditions for measurements at 1 000 Hz
The test conditions are as follows:

— Frequency: 1 000 Hz;

— Peak voltage: <3 % of the rated voltage;
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— Ina

ccuracy: <10 x 1074 (absolute value).

4.3.3.3 Requirement for measurements at 1 000 Hz

Tan 6 shall not exceed the applicable values shown in Table 7.

Table 7 — Tangent of loss angle limits

Tan 6
Nominal capacitance (absolute value)
pnF
Grade 1 capacitors Grade 2 capacitors Grade 3 capacitors
<1 0,006 0,008 0,040
>1 0,007 0,008 0,010

4.3.3.4 Measuring conditions for measurements at 10 kHz

For capacitors with Cy < 1 pF, tan § shall be measured as follows when required in Tab
certain[tests:

— Frefuency: 10 kHz;

— Voljage: 1Vrm.s,

— Inagcuracy: <10 x 1074 (absolute value).

4.3.4 Insulation resistance

4.3.41 General

See IEC 60384-1:2008, 4.5 with the following, details:

4.3.4.2 Measuring conditions

Prior t¢ the test, capacitors shall;be carefully cleaned to remove any contaminatior

shall
measu

Before
resista
shall b

be taken to maintain~ cleanliness in the test chambers and during p
fements.

the measurement, the capacitors shall be fully discharged. The product
Ice of the discharge circuit and the nominal capacitance of the capacitor ung
>0,01 s o, any other value prescribed in the detail specification.

The measuring*voltage shall be in accordance with IEC 60384-1:2008, 4.5.2. The me

points

$hall\be in accordance with IEC 60384-1:2008, Table 3.

le 2 for

. Care
Dst-test

of the
er test

asuring

The voltage shall be applied immediately at the correct value through the internal resistance
of the voltage source.

The product of the internal resistance and the nominal capacitance of the capacitor shall be

smalle

r than 1 s or any other value prescribed in the detail specification.

4.3.4.3 Requirements

The insulation resistance shall meet the requirements of Table 8.
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Table 8 — Requirements regarding insulation resistance

Minimum RC product (R = insulation Minimum insulation resistance between
resistance between the terminations, the terminations
C = nominal capacitance C)

S MQ
Cy > 0,33 pF Cy £ 0,33 pF
Rated voltage:
>100 V <100V >100 V <100V
Grade:
4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2
10 000 400 5000 400 30 000 1 000 15 000 1000

When the test is carried out at a temperature other than 20 °C, the, result shallf when
necesspry, be corrected to 20 °C by multiplying the result of the me&asurement |by the
appropfiate correction factor. In case of doubt, measurement at 20°C is decisije. The
correctlon factors given in Table 9 can be considered as an(Caverage for metallized
polyethlylene naphthalate film capacitors.

Table 9 — Correction factor dependent on test temperature

Temperature Correction factor

°C

15 0,75
20 1,00
23 1,15
27 1,35
30 1,50
35 1,75

4.4 $hear test

See |IEC 60384-1:2008,74.34.

4.5 $Substrate’bending test
4.5.1 General

See |IEC 60384-1:2008, 4.35.

4.5.2 Initial inspection

Capacitance shall be measured according to 4.3.2.

4.5.3 Final inspections and requirements

The capacitance in the board bending position shall be measured.

The capacitance value and visual examination shall meet the requirements shown in Table 3.


https://iecnorm.com/api/?name=9c89a1147bcf2b3c28435e4f6b070b4e

IEC 60384-23:2015 © IEC 2015 - 25—

4.6 Resistance to soldering heat

4.6.1

General

See IEC 60384-1:2008, 4.14 with the following details:

4.6.2

Initial inspection

The capacitance shall be measured according to 4.3.2.

4.6.3 Test conditions

Test comditiomrsareasfottows:

— Method: Method 1 or 2, unless otherwise specified in detail specification;

— Durption: 5s+0,5s0r10s + 1s, unless otherwise specified in detail specificatipn.

If Methpd 1 is applied, immersion and withdrawal speed shall be 25 mm/s,%2,5 mm/s.

4.6.4 Recovery

The regovery period shall be 24 h £ 2 h.

4.6.5 Final inspections and requirements

After recovery the capacitors shall be visually examined and measured and shall meet the

followir

such as

The ca

g requirements.
Under pormal lighting and approximately 10x ‘magnification, there shall be no signs of g
cracks.
bacitance shall be measured according to 4.3.2 and shall meet the requirement

in Tabl

4.7 S
4.71

See |IE

4.7.2

The ted

b 3.

bolderability
General

C 60384-1:2008,74.15 with the following details:

Test conditions

t conditions shall be specified in the detail specification. Preconditioning or ag

not req

amage

5 given

Bing, is

Lired, unless otherwise specified in the detail specification.

4.7.3

Final inspections and requirements

The capacitor shall then be visually examined under normal lighting and approximately 10x

magnifi

cation. There shall be no signs of damage.

The areas to be soldered shall be covered with a smooth and bright solder coating with no
more than a small amount of scattered imperfections such as pinholes or un-wetted or de-

wetted

areas. These imperfections shall not be concentrated in one area.

4.8 Rapid change of temperature

4.8.1

General

See IEC 60384-1:2008, 4.16 with the following details:
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The capacitors shall be mounted according to 4.1.

4.8.2 Initial inspections

The capacitance shall be measured according to 4.3.2.
The tangent of loss angle shall be measured according to 4.3.3.

4.8.3 Test conditions

Test conditions are as follows:

— cappcitors shall be tested for 5 cycles;

— the|duration of exposure at each temperature limit shall be 30 min.

4.8.4 Final inspections and requirements

The capacitors shall be visually examined and shall meet the requirements‘given in Table 3.

4.9 Climatic sequence
4.9.1 General

See IEC 60384-1:2008, 4.21 with the following details:
The capacitors shall be mounted according to 4.1.

4.9.2 Initial inspections

The capacitance shall be measured according to 4.3.2.
The tarjgent of loss angle shall be measured according to 4.3.3.

4.9.3 Dry heat

See |[EC 60384-1:2008, 4.21.2.

4.9.4 Damp heat, ¢yclic, Test Db, first cycle

See |IEC 60384-1:2008, 4.21.3.

4.9.5 Cold

See [EC 60384-1:2008. 4.21.4.

4.9.6 Damp heat, cyclic, Test Db, remaining cycles

See IEC 60384-1:2008, 4.21.6 with the following details:

Within 15 min after removal from the damp heat test, the rated voltage shall be applied for
1 min at measuring point 1a) using the test circuit conditions as given in 4.3.1.

4.9.7 Recovery

The recovery period shall be 1 h to 2 h, unless otherwise specified in the detail specification.
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4.9.8

Final inspections and requirements

After recovery, the surface mount capacitors shall be visually examined and measured and
meet the requirements given in Table 3.

4.10 Damp heat, steady state

4.10.1 General

See IEC 60384-1:2008, 4.22 with the following details:

The capacitors shall be mounted according to 4.1.

4.10.2 | Initial inspections

The ca

The tar

4.10.3 | Test conditions

Test co

Temperature:
Relative humidity:
Apglied voltage:

Durption:

4.10.4 | Recovery

The red

4.10.5

After rg
require

4.11 Endurance

4.11.1 | General

See |E

The ca

bacitance shall be measured according to 4.3.2.

gent of loss angle shall be measured according to 4.3.3.

nditions are as follows:

40 °C £2 °C;

(93 £ 3) %;

No voltage shall be applied;
4, 10, 21 or 56 days,

overy period shall be 1 hto 2 h.

Final inspections and requirements

covery, the capacitors“shall be visually examined and measured and shall m
Mments given in Tabhle\3.

C 60384-1:2008, 4.23 with the following details:

eet the

4.11.2 Initial inspections

++ | TN +oal A H 4 y, |
palTiuTS Siadm T TTmouTrncUuacLuorTunTtyg o =.T.

The capacitance shall be measured according to 4.3.2.

The tangent of loss angle shall be measured according to 4.3.3.

4.11.3 Test conditions

Grade 1 capacitors shall be tested for 2 000 h, Grade 2 and Grade 3 capacitors for 1 000 h,
as given in Table 10 and Table 11.
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Table 10 — Endurance test Grade 1 and Grade 2 capacitors

C 2015

Category -1100/- -/125/- -/1155/-
Temperature 100 °C 125 °C 100 °C 155 °C 100 °C
Voltage (d.c.) 1,25 Ug 1,25 Ug 1,25 Uy 1,25 Ug 1,25 Uy

Sample part divided into 1 part 2 parts 2 parts
Table 11 — Endurance test Grade 3 capacitors
_Category -/85/- -/100/- -[125]-
femperature 85 °C 100 °C 85 °C 125 °C 8% °C
Yoltage (d.c.) 1,25 Uy 1,25 Ug 1,25 Uy 1,25 Ug 1,25 Uy
Sample part divided into 1 part 2 parts 2 parts
The tegt voltage shall be applied to each capacitor individually through’a resistor whosg value
R is equal to 0,022/Cy (), where Cy is the nominal capacitancg jn“farad. R shall bg within
30 % of the calculated value with a maximum of 2 MQ.
After the specified period the capacitors shall be allowed to recover and shall then be
discharnged across the same resistor R as defined in abaVve:
4.11.4 | Final inspections and requirements
The ca’Lpacitors shall be visually examined and-measured and shall meet the requirements
given in Table 3.
4.12 Charge and discharge
4.12.1 | General
See IEC 60384-1:2008, 4.27 with the following details:
The capacitors shall be (mounted according to 4.1.
4.12.2 | Initial inspections
The capacitanee-shall be measured according to 4.3.2.

The tar

gent of loss angle shall be measured according to 4.3.3.

4.12.3

Test conditions

The capacitors shall be subjected to 10 000 cycles of charge and discharge at a rate of
approximately one cycle per second. Each cycle shall consist of charging and discharging the
capacitor. Each capacitor shall be individually charged with the rated voltage through a
resistor with a value

(220 x 10-6)/Cy  (Q)

where Cy is the nominal capacitance in farad, or the value required to limit the charge current
to 1 A (or to the higher current value given in the detail specification), whichever resistance
value is the greater.
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Each capacitor shall be individually discharged through a resistor with a value of

(10 x 1078)/Ccy (Q)
with a minimum of 20 Q, or a lower value when prescribed in the detail specification.

4.12.4 Recovery

The recovery shall be 1 hto 2 h.

4.12.5

After rgcovery, the capacitors shall be measured and shall meet the requirements g
Table

413 omponent solvent resistance (if required)

See |IEC 60384-1:2008, 4.31.

4.14 $olvent resistance of marking (if required)

See |IEC 60384-1:2008, 4.32.

iven in
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDENSATEURS FIXES UTILISES
DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -

Partie 23: Spécification intermédiaire — Condensateurs fixes
pour montage en surface pour courant continu a diélectrique
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La Norme internationale |IEC 60384-23 a été établie par le comité d’études 40 de I'IEC:
Condensateurs et résistances pour équipements électroniques.

Cette deuxieme édition annule et remplace la premiere édition parue en 2005, dont elle
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a) Révision de toutes les parties du document en se basant sur les Directives ISO/IEC,
Partie 2 :2011 (sixiéeme édition) et sur I'harmonisation d'autres types de documents
similaires.

b) Révision des tableaux et de I'Article 4 pour éviter les duplications et les contradictions.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
40/2349/FDIS 40/2376/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti
Cette p

La listd

h |'approbation de la présente norme.

ublication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.
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web de I'lEC.
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¢ am

ndée.

de toutes les parties de la série de normes IEC 60384, publiées\sous le (ng
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ponible

ité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de

bnnées
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CONDENSATEURS FIXES UTILISES
DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -

Partie 23: Spécification intermédiaire — Condensateurs fixes
pour montage en surface pour courant continu a diélectrique
en film de polynaphtalate d'éthyléne métallisé

omaine d'application

La prégente partie de I'lEC 60384 s’applique aux condensateurs fixes pour courant cgntinu a
électrofles métallisées et a diélectrique en polynaphtalate d'éthylene” destinés aux
équipements électroniques. Ces condensateurs sont équipés de contacts de connexion
metalligés ou de bandes de brasure et sont destinés a étre montés-directement gur des
substrgts pour circuits hybrides ou sur des cartes imprimées. Ces)condensateurs peuvent
avoir des propriétés d'autorégénération en fonction des conditions d'utilisation. l|s sont
principalement destinés a des applications dans lesquelles Ya“composante alternative est
petite gar rapport a la tension assignée.

Les copdensateurs d’antiparasitage radioélectrique ne)sont pas inclus, ils sont couverts par
I''EC 6(0384-14.

1.2 OQbjet

La présente Norme a pour objet de presectire les valeurs assignées et les caractéristiques
préférentielles, de sélectionner, en se référant a I'lEC 60384-1, les procédures d’asgqurance
de la anIité appropriées, les essais et les méthodes de mesure et de donner les exigences
de performances générales pour ce“type de condensateur. Les sévérités et les exigences
d'essai| prescrites dans les spgcifications particulieres se rapportant a cette spécification
intermddiaire doivent présentefr des niveaux de performances supérieurs ou égaux, pafce que
les nivgaux de performance inférieurs ne sont pas autorisés.

1.3 Références normatives

Les dofuments suivants sont cités en référence de maniére normative, en intégralit§ ou en
partie, [dans le~présent document et sont indispensables pour son application. Ppur les
références datees, seule I’édition citée s’applique. Pour les références non datées, la derniére
édition|du,document de référence s’applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60062, Codes de marquage pour résistances et condensateurs
IEC 60063, Séries de valeurs normales pour résistances et condensateurs
IEC 60068-1:2013, Essais d'environnement — Partie 1: Généralités et lignes directrices

IEC 60384-1:2008, Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques -
Partie 1: Spécification générique

IEC 61193-2:2007, Quality assessment systems — Part 2: Selection and use of sampling
plans for inspection of electronic components and packages (disponible en anglais seulement)

ISO 3, Nombres normaux — Séries de nombres normaux
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1.4 Informations devant figurer dans la spécification particuliére
1.41 Généralités

Les spécifications particulieres doivent dériver de la spécification particuliere-cadre applicable.

Les spécifications particuliéres ne doivent pas indiquer d’exigences inférieures a celles de la
spécification générique, intermédiaire ou particuliere cadre. Si des exigences plus strictes
sont incluses, elles doivent étre indiquées en 1.9 de la spécification particuliére et indiquées
dans les programmes d'essai, par exemple, par un astérisque.

Par commodité, les informations de 1.4.2 peuvent étre présentées dans un tableau.

Les infprmations suivantes doivent étre données dans chaque spécification particuliérg et les
valeurs| fixées doivent de préférence étre choisies parmi celles données .dans ['article
appropfié de la présente spécification intermédiaire.

1.4.2 Dessin d’encombrement et dimensions

Une illystration du condensateur doit étre incluse pour identifier facilement le condensateur et
le comparer a d’autres. Les dimensions et les tolérances™ associées, qui affectent
I'interchhangeabilité et le montage, doivent étre données dans/la” spécification particuliére.
Toutes|les dimensions doivent de préférence étre indiquéesien millimétres, toutefois,| quand
les dimlensions originales sont indiquées en pouces, les dimehsions converties en milllmétres
doivent étre ajoutées.

Les valeurs numériques du corps doivent étre donne€es de la maniére suivante:

— largeur, longueur et hauteur.

Les valeurs numériques des bornes doiventiétre données de la maniére suivante:
— largeur, longueur et espacement.

Si nécgssaire, lorsqu’un certain, pombre d’éléments (tailles et plages de capacités/tepsions)

sont cquverts par une spécification particuliére, les dimensions et les tolérances assgociées
doiven{ étre placées dans un.tableau sous le dessin.

Lorsque la configuration_est différente de celle décrite ci-dessus, la spécification partjculiére
doit indiquer de telles informations sur les dimensions et décrire le condensateur.

1.4.3 Montage

La spégification particuliére doit servir de guide pour des méthodes de montage pqur une
utilisatipn<normale. Tous les montages pour les essais et les mesures (si nécessaire) foivent
étre conformes a 4. 1.

1.4.4 Valeurs assignées et caractéristiques
1.4.41 Généralités

Les valeurs assignées et caractéristiques doivent étre conformes aux articles correspondants
de la présente spécification et respecter les points présentés ci-aprés.

1.4.4.2 Plage de capacités nominales

Voir 2.2.1.

Lorsque des produits approuvés conformément a la spécification particuliere comportent
différentes plages de capacités nominales, il convient d’ajouter la déclaration suivante: "La
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plage de capacités nominales disponible dans chaque plage de tensions peut étre consultée

surles

1.4.43

ervice en ligne de I'lEC, www.iecq.org/certificates."

Caractéristiques particuliéres

D’autres caractéristiques peuvent étre indiquées, si elles sont jugées nécessaires, pour

précise

1.4.4.4

r des informations relatives a la conception et aux applications du composant.

Brasure

La spécification particuliére doit prescrire les méthodes d’essai, les sévérités et les exigences
applicables aux essais de brasabilité et aux essais de résistance a la chaleur du brasage.

1.4.5

La spé

I’emballage. Tout écart par rapport a 1.6 doit étre indiqué de maniére spécifique.

1.5 1

Pour |
I''"EC 6

1.5.1

condensateur de classe de performance 1

<longu
pour le

1.5.2

condensateur de classe de performance.2
courant> condensateur pour application courante lorsque les exigences strict¢s pour

<usage
les con

1.5.3

condensateur de classe de performance 3

<type n
assigng
conden

1.6 Marquage

1.6.1

Voir I'lB

Marquage

cification particuliere doit spécifier le contenu du marquage sur le condensateu

[ermes et définitions

s besoins du présent document, outre les termes et définitions applicah
384-1:2008, les termes et définitions suivants, s’appliquept.

e durée> condensateur pour des applications.lofngue durée avec des exigences
5 parametres électriques

densateurs de classe 1 ne sont.pas nécessaires

niniature, basse température> condensateur de type miniature ayant une temp
e inférieure a 85:3C et pour lequel des exigences moins strictes que p
sateurs de classe-2 sont acceptables

Généralités

et sur

les de

strictes

erature
bur les

FC 60384-1:2008, 2.4, avec les détails suivants.

1.6.2

Informations du marquage

Les informations fournies par le marquage sont normalement sélectionnées dans la liste
suivante. L’'importance relative de chaque élément est indiquée par sa position dans la liste:

a) capacité nominale (en claire ou codée selon I'lEC 60062);

b) tension assignée (la tension continue peut étre représentée p
symbole ——— ou —);

c) tolérance sur la capacité nominale;

d) tension de catégorie;

e) ann

ée et mois (ou semaine) de fabrication;

f) nom du fabricant ou marque commerciale;

ar le
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g) catégorie climatique;

h) désignation du modele par le fabricant;

i) référence a la spécification particuliere.

NOTE Le premier symbole du point b) provient de I'lEC 60417-5031:2002-10, symbole pour "Courant continu".

1.6.3

Marquage de condensateurs

Les condensateurs doivent étre marqués lorsque cela est nécessaire.

Tout marquage doit étre lisible et difficilement effagable par frottement des doigts.

1.6.4

Si nécgssaire, il convient de marquer clairement toutes les informations donné€s en 1
I’emballage contenant les condensateurs.

2 Valeurs assignées et caractéristiques préférentielles

2.1

Les valeurs données dans les spécifications particulieres doivent de préférence étre ¢
parmi lgs suivantes.

211

Les condensateurs pour montage en surface ,couverts par la présente spécificatig
classéqd en catégories climatiques selon les\(régles générales données dans I'lEC
1:2013] Annexe A.

Les températures de catégorie inférieure et supérieure et la durée de l'essai con
chaleul humide doivent étre choisies“parmi les valeurs suivantes:

Tempéfature de la catégorie inférieure: -55 °C, -40 °C et -25 °C.
Tempéfature de la catégorie supérieure: +85 °C (classe 3 uniquement); +100 °C,
et +155 °C.

Durée g¢le chaleur humide, essai continu: 4,10, 21 et 56 jours.

En fonctionnement continu a 125°C au-dela de la durée d'essai d'enduran
vieillisgement:accéléré doit étre considéré (voir spécification particuliére).

Les sdvérités pour les essais de froid et de chaleur séche sont rpqppr‘fivpm

Marquage de I’emballage

Caractéristiques préférentielles

Catégories climatiques préférentielles

6.2 sur

hoisies

n sont
60068-

inu de

125 °C

bnt les

températures de catégorie inférieure et supérieure.

2.2

2.21

Valeurs assignées préférentielles

Capacité nominale (Cy)

Les valeurs préférentielles de capacité nominale doivent étre choisies dans la série E6 de
I''EC 60063:

1,0-1,5-2,2-3,3-4,7 et 6,8 et leurs multiples décimaux (x 10", n: nombre entier).

Si d’autres valeurs sont exigées, elles doivent étre choisies de préférence dans la série E12.
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2.2.2 Tolérance sur la capacité nominale
Les tolérances préférentielles sur la capacité nominale sont £5 %, 10 % et £20 %.

2.2.3 Tension assignée (Ug)

Les valeurs préférentielles des tensions assignées issues de la série R10 de la norme ISO 3
sont:

1,0, 1,6, 2,5, 4,0, 5,0 et 6,3 et leurs multiples décimaux (x 10”, n: nombre entier).

Il convigmum&d&b&mnwmwmmmgwﬂmmamue créte
appliquée au condensateur ne dépasse pas la tension assignée.

Il convient que la valeur de la tension alternative de créte ne dépasse pas les pourcgntages
suivants de la tension assignée aux fréquences établies comme indiqué au)Fableau |1, sauf
indicatipn contraire dans la spécification particuliere.

Tableau 1 — Limite en pourcentage de la tension assignée
en fonction de la fréquence de la tension alternative

Fréquence de la tension alternative Limite en pou;t;zli'\;zgéi de la tension
Hz %
50 20
100 15
1000 3
10 000 1

2.2.4 Tension de la catégorie (&)

La tengion de la catégorie pour.condensateurs de classe 1 et de classe 2 est:

— pour la température dewcatégorie supérieure 125 °C: 0,8 Ug;
— pour la température de catégorie supérieure 155 °C: 0,5 Ug;

et pour[condensateurs de Classe 3 est:

— pour la température de catégorie supérieure 100 °C: 0,8 Ug;
— pourla‘température de catégorie supérieure 125 °C: 0,5 Ug.

2.2.5 Température assignée
Condensateurs de classe 1 et de classe 2:

la valeur normalisée de la température assignée est 100 °C.
Condensateurs de Classe 3:

la valeur normalisée de la température assignée est 85 °C.
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3 Procédures d’assurance de la qualité

3.1 Etape initiale de fabrication

L’étape initiale de fabrication est I'enroulement de [I’élément capacitif ou I'opération
équivalente.

3.2 Modeles associables

Les condensateurs considérés comme ayant une structure similaire sont des condensateurs
produits a partir de matériaux et processus similaires, bien que leurs valeurs de tension et de
capacité et les tailles des boitiers puissent étre différentes.

3.3 apports certifiés d’essais des lots acceptés

Les informations exigées a Q.9 de I'lEC 60384-1:2008 doivent étre renddes dispgnibles,
lorsqu’¢lles sont prescrites dans la spécification particuliére et lorsqu’elles, sont dempndées
par un|client. Aprés I'essai d’endurance, les parameétres exigés sont lajecapacité, tan|s et la
résistamce d'isolement.

3.4 Procédures d’homologation
3.4.1 Généralités

Les prdcédures d’essais d’homologation sont présentées a*Q.5 de I'lEC 60384-1:2008.

Le programme a utiliser pour les essais d’homologation basés sur des essais lot par lof et des
essais périodiques est présenté en 3.5. La procédure utilisant un programme avec urje taille
d'échantillon fixe est présentée en 3.4.2 ci-desSous.

3.4.2 Homologation basée sur la procédure avec une taille d'échantillon fixe
3.4.2.1 Echantillonnage

La prdcédure utilisant une taille d'échantillon fixe est décrite en Q.5.3, point|b) de
I'"EC 6(0384-1:2008. L’échantilton doit étre représentatif de la gamme de condensajeurs a
homologuer. L'échantillon ‘peut étre constitué de la totalité ou d'une partie de la gamme
donnéqg dans la spécification particuliére.

L'échantillon doit.“étre constitué de quatre spécimens possédant les tensions asgignées
maximales et minimales, et, pour ces tensions, les capacités maximales et minimales. En
présente de_plus de quatre tensions assignées, une tension intermédiaire doit égglement
faire I'pbjet” d’essais. De ce fait, pour 'homologation d’'une plage, il est nécessaire de
soumettré/aux essais soit quatre soit six valeurs (combinaisons capacité/tension). Lorsque la
plage € i ot e—vate i S i essais
doit étre celui exigé pour quatre valeurs.

Les spécimens de rechange sont permis selon les modalités suivantes:

Deux (pour six valeurs) ou trois (pour quatre valeurs) spécimens par valeur peuvent étre
utilisés pour remplacer les spécimens non conformes en raison d’incidents non attribuables
au fabricant.

Les nombres donnés dans le Groupe 0 supposent que tous les groupes sont applicables. Si
ce n’est pas le cas, les nombres peuvent étre réduits en conséquence.

Lorsque des groupes supplémentaires sont ajoutés au programme d’essai d’homologation, le
nombre exigé de spécimens pour le Groupe 0 doit se voir ajouter le nombre exigé aux
groupes supplémentaires.
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Le Tableau 2 donne le nombre d’échantillons a soumettre & un essai pour chaque groupe et
le nombre d'éléments non conformes admissibles pour les essais d’homologation.

3.4.2.2 Essais

Les séries complétes d'essais spécifiés dans le Tableau 2 et le Tableau 3 sont exigées pour
I'approbation des condensateurs couverts par une spécification particuliére. Les essais de
chaque groupe doivent étre effectués dans I'ordre indiqué.

L’échantillon entier doit étre soumis aux essais du Groupe 0, puis étre divisé pour les autres
groupes.

Les spgcimens non conformes trouvés pendant les essais du Groupe 0 ne doivent-pas étre
utilisés|pour les autres groupes.

L'apprdbation est accordée lorsque le nombre d'éléments non conformes estzéro.

Ensemble, le Tableau 2 et le Tableau 3 forment le programme d’essai avec ung taille
d'échantillon fixe pour I'homologation basée sur la procédure avec une-taille d'échantillpn fixe.

Le Tableau 2 donne le nombre d'échantillons et le nombreld'éléments non corformes
admissjbles pour chaque essai ou et chaque groupe d’essais.

Le Tabjeau 3 présente un résumé des conditions d’essais et des exigences de performances
et des choix de conditions d'essai et d'exigences de_performances faits dans la spécification
particuliere.

basée $ur la procédure avec une taille d'échantillon fixe soient identiques a celles du gontréle

Il conV}ent que les conditions d’essai et les exigences de performances pour I'homolpgation
de conformité de la qualité données dans.Ja spécification particuliére.
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Tableau 2 — Essais et plans d'échantillonnage pour homologation
Niveau d’assurance EZ

Groupe Essai Paragraphe de Nombre de Nombre
N° cette spécimens admissible
publication d’éléments non
n? conformes
c
Examen visuel 4.2
Dimensions 4.2
Capacité 4.3.2 144 0
Tangente de I'angle de perte 4.3.3
0 Tenue en tension 4.3.1
Résistance d'isolement 4.3.4
Spécimens de rechange 12
Résistance a la chaleur de brasage 4.6 12 0
A Résistance au solvant des composants P 413
Brasabilité 4.7 12 0
18 Résistance au solvant du marquage e 4.14
2 Essai de courbure du substrat 45 12 0
Montage 4.1
Examen visuel 4.2.1
3 ||Capacité 4.3.2 108 °
Tangente de I'angle de perte 4.3.3
Résistance d'isolement 4.3.4
Essai de cisaillement d'adhérence 4.4
3.1| |Variations rapides de température 4.8 24 0
Séquence climatique 4.9
3.2 |Chaleur humide, essaicontinu 4.10 24 [0
3.3 [Endurance 4.11 36 0
3.4 |Charge et décharge 4.12 24 0
a8 Se r¢porter a.8.4.2, pour les combinaisons capacité/tension.
b Si la|spécifigation particuliére I'exige.
¢ Les ppécifens trouvés défectueux aprés le montage ne doivent pas étre pris en compte pour le cdlcul des
élémerts o conformes admissittes pour tes essais suivants. s doivent—<&tre Temptaces par des pieces de

rechange.
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Tableau 3 — Programme d’essai pour homologation (7 de 6)

Numéro de paragraphe et D | Conditions d’essai @ et mesures Nombre de Exigences de performances?
essai 2, éléments soumis au spécimens (n) et
contréle ou nombre
ND admissible
d’éléments non
b
conformes (c)
Groupe 0 ND Voir Tableau 2
4.2.2 Examen visuel Selon 4.2.2 Selon 4.2.3
4.2 Dimensions (détail) Se reporter a la spécification
particuliere
4.3.2 Capacité Selon 4.3.2.2 Selon les toléfances
spécifiées
4.3.3 Tpngente de I'angle Selon 4.3.3.2 Selon 4,3.3.3
dge perte
4.3.1  Tenue en tension Selon 4.3.1.2 et 4.3.1.3 Selon 4.3.1.4
4.3.4 Rgésistance Selon 4.3.4.2 Selon 4.3.4.3
dlisolement
Groupe 1A D Voir,Tableau 2
4.6 Rgsistance a la Selon 4.6.3
chaleur de brasage
4.6.2 Cpntréles initiaux Selon 4.6.2
Chpacité
4.6.4 Rgtablissement Selon 4.6.4
4.6.5 Cpntréles finaux
Ekamen visuel Selon 4.6.5 Selon 4.6.5
Chpacité lac/c| <3 % pour la Classe 1
et la Classe 2
<5 % |pour la Classe 3
de la valeur mesurée en 4.6.2
Selon 4.13 Selon 4.13

4.13 REsistance au solvant
des composants © ©

Méthode 2
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Tableau 3 (2 de 6)
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Numéro de paragraphe et D [ Conditions d’essai @ et mesures Nombre de Exigences de performances?
essai ?, éléments soumis au spécimens (n) et
contréle ou nombre
ND admissible
d’éléments non
b
conformes (c)
Groupe 1B D Voir Tableau 2
4.7 Brasabilité Selon 4.7.2
4.7.3 Controles finaux Selon 4.7.3 Selon 4.7.3
Hxamen visuel
4.14 Rgsistance du Selon 4.14 Marqaage lisible
mlarquage au solvant
cfgravas Méthode 1 Seldn4.14
Groupe 2| D Voir Tableau 2
4.5 Epsai de courbure du Voir I'lEC 60384-1:2008, 4.35
slibstrat
4.5.2 Cpntréles initiaux Selon 4.5.2
Chpacité
Chpacité Selon 4.3.2.2 |ac/c| <2 % pour la Classe 2
et la Classe 2
<5 % |pour la Classe 3
de la valeur njesurée en 4.5.2
4.5. Cpntrdles finaux Selon 4.2.2 Aucun dommagge visible
Ekamen visuel
Groupe 3| D Voir Tableau 2
4.1 Montage Matériau du substrat: ...d
4.2.2 Cpntroles finaux Selon'4:2.2 Se reporter a Ja spécification
) particuliere
Ekamen visuel
Chpacité Selon 4.3.2.2 lac/c| <2 4 de la valeur
mesyrée en 4.3.2
Thngente de I'angle Selon 4.3.3.2 Se reporter a |a spécification
de perte particuliere
Rgsistance Selon 4.3.4.2 Se reporter a Ja spécification
dlisolement particuliere
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Tableau 3 (3 de 6)

Numéro de paragraphe et D [ Conditions d’essai @ et mesures Nombre de Exigences de performances?
essai ?, éléments soumis au spécimens (n) et
contréle ou nombre
ND admissible
d’éléments non
b
conformes (c)
Groupe 3.1 D Voir Tableau 2
4.4 Essai de cisaillement Selon 4.4
4.8 Variations rapides de
température Selon 4.8.3
T, = Température de catégorie
inférieure
Tg = tgmpérature de catégorie
supérieure
4.8.2 Cpntrdles initiaux
Chpacité Selon 4.8.2
Thngente de I'angle
de perte
4.8.4 Cpntroles finaux Selon 4.2.2 Aucun dommagge visible
Ekamen visuel
Chpacité Selon 4.3.2.2 Se reporter a |a spécification
particuliere
Thngente de I'angle Selon 4.3.3.2 Se reporter a Ja spécification
de perte particuliere
4.9 SEquence climatique
4.9.2 Cpntréles initiaux
Capacité Selon 4.9.2
Thngente de I'angle
de perte
4.9.3 Chaleur séche Selon 4.9.3
Température: température de
catégorie supérieure
Durée: 16 h
4.9.4 Chaleur humide; Selon 4.9.4
cyclique, essai Db,
pfemier cycle
4.9.5 Fyoid Selon 4.9.5
Température: température de
categorte mferteure
Durée: 2 h
4.9.6 Chaleur humide, Selon 4.9.6
cyclique, essai Db,
cycles restants
4.9.7 Rétablissement Selon 4.9.7
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Numéro de paragraphe et D [ Conditions d’essai @ et mesures Nombre de Exigences de performances?
essai ?, éléments soumis au spécimens (n) et
contréle ou nombre
ND admissible
d’éléments non
b
conformes (c)
4.9.8 Contrdles finaux
Examen visuel Selon 4.2.2 Aucun dommage visible
Marquage lisible
Capacité Selon 4.3.2.2 |ac/c| <3 % pour la Classe 1
et Ta Classe 2
5% |pour la Classe 3
de la vateur njesurée en 4.9.2
Thngente de I'angle
de perte:
al|10 kHz pour Selon 4.3.3.4 Augmentation|de tan &
|, <1upF <0,002 5 pourla Classe 1
<0,004 pour g Classe 2
<0,007 pour g Classe 3
par rapport ayx valeurs
mesurées en $.9.2
al|1 kHz pour Selon 4.3.3.2 <0,003 pour I3 Classe 1
Cl, > 1pF <0,005 pour g Classe 2
<0,007 pour Ig Classe 3
par rapport ayx valeurs
mesurées en $.9.2
Rgsistance Selon 4.3.4.2 >50 % des valeurs de 4.3.4.3
dlisolement pour la Classg¢ 1 et la Classe 2
>25 % des valeurs de 4.3.4.3
pour la Class¢ 3
Groupe 3|2 D Voir Tableau 2
4.10 Epsai continu de Selon 43403
chaleur humide
4.10.2 Cpntréles initiaux
Cppacité Sélon 4.10.2
Thngente de I'angle
de perte
4.10.4 Rgtablissement Selon 4.10.4
4.10.5 Cpntroles finaux Selon 4.2.2 Aucun dommage visible
Ekamen visuel
Chpacité Selon 4.3.2.2 |ac/C| <7 % Jpour la Classe 1
et la Classe 2
<T0 % pour la
Classe 3

des valeurs mesurées
en 4.10.2



https://iecnorm.com/api/?name=9c89a1147bcf2b3c28435e4f6b070b4e

IEC 60384-23:2015 © IEC 2015

— 49—

Tableau 3 (5 de 6)

Numéro de paragraphe et D [ Conditions d’essai @ et mesures Nombre de Exigences de performances?
essai ?, éléments soumis au spécimens (n) et
contréle ou nombre
ND admissible
d’éléments non
b
conformes (c)
Tangente de I'angle D |[Selon 4.3.3.2 Augmentation de tan &
de perte a 1 kHz
<0,005 pour la Classe 1 et la
Classe 2
<0,007 pour la Classe 3
par rapport ayx valeurs
mesurées en #.10.2
Rgsistance Selon 4.3.4.2 >50 % des'valeurs de 4.3.4.3
dlisolement pour (g Class¢ 1 et la Classe 2
>26)% des valeurs de 4.3.4.3
pourla Classe¢ 3
Groupe 3|3 D Voir Tableau 2
4.1 Ehdurance Selon 4.11.3
4.11.2 Cpntrdles initiaux Selon 4.11.2
Chpacité
Thngente de I'angle
de perte
4.11.4 Cpntroles finaux Selon 4.2.2 Aucun dommdge visible
) Marquage lisible
Ekamen visuel
Chpacité Selon 4.3.2.2 |ac/c| <5 % jpour la Classe 1
<8 %|pour la Classe 2
et la Classe 3
des valeurs mesurées
en4.11.2
Thngente de I'angle
de perte:
al|10 kHz pour Selon' 4.3.3.4 Augmentation|de tan &:
Cl, <1 pF <0,003 pour 13 Classe 1
<0,005 pour g Classe 2
<0,007 pour g Classe 3
par rapport ayx valeurs
mesurées en $.11.2
al|1 kHz pour Selon 4.3.3.2 <0,002 pour I3 Classe 1
|, >1uF <0,003 pour I3 Classe 2
<0,005 pour Ig Classe 3
par rapport ayx valeurs
mesurées en $#.11.2
Résistance Selon 4342 >50 % des-valeurs de 4.3.4.3
d'isolement pour la Classe 1 et la Classe 2
>25 % des valeurs de 4.3.4.3
pour la Classe 3
Groupe 3.4 D Voir Tableau 2
4.12 Charge et décharge Selon 4.12.3
4.12.2 Contréles initiaux Selon 4.12.2

Capacité

Tangente de I'angle
de perte
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Numéro de paragraphe et
essai 2, éléments soumis au
contrdle

ou

ND

Conditions d’essai @ et mesures

Nombre de
spécimens (n) et
nombre
admissible
d’éléments non
conformes (c)

Exigences de performances?

|ac/c|<5 % pour la Classe 1
<8 % pour la Classe 2
<10 % pour la Classe 3

eurs mesurées en

4.12.4 Rétablissement Selon 4.12.4
4.12.5 Controles finaux Selon 4.3.2.2
Capacité
des val
4.12:2
Thngente de I'angle Augmeftation
de perte:
a|10 kHz pour Selon 4.3.3.4 0,003 pour I3
Cl, <1 pF <07005 pour I3
0,007 pour I4
a|1 kHz pour Selon 4.3.3.2 <0,002 pour I3
C\,>1puF <0,003 pour I4
<0,005 pour |4
par rapport ad
mesurées en
Rgsistance Selon 4.3.4.2 >50 % des va
dlisolement pour la Classé

>25 % des va
pour la Classé

de tan &

Classe 1
Classe 2
Classe 3

Classe 1
Classe 2
Classe 3
x valeurs
1.12.2

eurs de 4.3.4.3
1 et la Classe 2
eurs de 4.3.4.3
3

2  Les numéros des paragraphes des essais et des exigences de performances font référence a I'Article 4|

¢ Cet epsai peut étre effectué sur des condensateliss pour montage en surface montés sur un substrat.

€  Sinéfessaire.

Dans|ce tableau: D = destructif, ND = non destructif:

Lorsque différents matériaux du substrat sont utilisés pour les groupes 3.1 a 3.4 individuellement, i
spécification particuliére indique quel matériau du substrat est utilisé dans les groupes 3.1 a 3.4.

convient que la

3.5 Controle de conformité de la qualité

3.5.1
3.5.1.1

Ces espais(doivent étre effectués lot par lot.

Formationtdes lots de controle

Controle des Groupes A et B

Un fabricant peut répartir la production actuelle en lots de contrbéle soumis aux moyens de

protection suivants:

a) le lot de contréle doit étre constitué de condensateurs de structure similaire (voir 3.2).

b) I'échantillon soumis a un essai doit étre représentatif des valeurs et des dimensions
présentes dans le lot de contréle:

— par rapport a leur nombre;

— avec un minimum de cinq valeurs.

c) si I’échantillon contient moins de cing valeurs, le prélevement des échantillons doit faire
I’objet d’'un accord avec le fabricant et un organisme de certification.

3.5.1.2

Contréle du Groupe C

Ces essais doivent étre effectués périodiqguement.
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